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Przedmiotem wynalazku jest uklad pomiarowy
do kontroli prgdéw wstecznych i stabilno$ci zlgcz
péiprzewodnikowych diod krzemowych.

W toku produkcji elementow podlprzewodniko-
wych koniecznym jest dokonywanie pomiaréw pa-
rametrow elektrycznych i poréwnywanie ich
zgodnosci z ustalonymi warunkami technicznymti.
Kontrola ta réwniez obejmuje, pomiar wielkoSci

i stabilno$ci pragdéw wstecznych zlgcz gotowych.

wyrobow w warunkach okre§lonej
zlgcza.

Praktycznie w produkeji takiej spotyka sie
pewng ilo§¢ elementéw wykazujgcych niestabil-
no$¢ pragdéw wstecznych w czasie, w ustalonych
warunkach pomiarowych. Na wykresie przedsta-
wionym‘ na fig. 1 przykladowo uwidoczniono cha-
rakterystyki zmian pradéw wstecznych Ir w cza-
sie t, trzech wybranych prostowniczych diod krze-
mowych.

Charakterystyka diody A wyjasnia skutki przer-
wania obwodu pradu wstecznego w trakcie po-
miaru. Na przykladzie charakterystyki diody B
widaé, ze czas osiagniecia ustalonej wartdsci pra-
du wstecznego, przy stalej temperaturze zlacza T;
i przy stalym napieciu Uy "jest duzy, matomiast
charakterystyka diody C jest przykladem nie
osiggniecia przez badany element stabilizacji prg-
du wstecznego.

W czasie badan kontrolnych, nalezy wyelimino-
waé te egzemplarze diod, co do ktérych zachodzi
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obawa, ze stwierdzona niestabilno$é¢, moze dopro-
wadzi¢é w eksploatacji, do przekroczenia dopu-
szczalnych granic prgdéow wstecznych i w kon-
sekwencji, do zaklécenia normalnego toku pracy
ukladu, wykonanego przy uzyciu takich diod. Do-
tychczas do kontroli warto$ci pragdow wstecznych
stosuje sie urzadzenia z wykorzystaniem trady-
cyjnych ukladow pomiarowych, a wiec z zastoso-
waniem miernika pragdu bezposrednio w obwodzie
polaryzacji diody, lub przez wykonanie pomiaru
spadku napiecia na kalibrowanym oporniku w ob-
wodzie polaryzacji diody.

Przy uzyciu tych metod stabilno$é diod okresla
sie przez przedluzenie czasu obserwacji wskazan
wskaznika kontrolnego co w przypadku bardzo
powolnych zmian nadmiernie zwieksza praco-
chlonnos¢ pomiaréw. Kazde skrécenie czasu po-
miaru przy tych metodach zwieksza szanse doko-
nania blednej oceny. Wprowadzenie kryterium
pewnego dopuszczalnego przyrostu pradu wstecz-
nego w jednostce czasu i w ten sposob skrocenie
czasu obserwacji takze nie zapewnia poprawnej
i obiektywnej oceny badanej diody i tez moze
spowodowaé nieprawidlowa kwalifikacje badanych
diod.

Celem wynalazku jest usuniecie wszystkich po-
przednio wymienionych wad i zapewnienie mozli-
wosci szybkiej i obiektywnej oceny warto$ci pra-
du wstecznego oraz jego stabilnosci w produkowa-
nych diodach. Cel ten =zostal osiagniety przez

524,



3

wykonanie ukladu pomiarowego wedlug wynalaz-
ku, w ktérym -wskaznik kontrolny polaczony
z centralnym przelgcznikiem, przelaczany jest w
pomocniczych obwodach skladajacych sie z diody
Zenera zasilanej poprzez opornik, ze stabilizowa-
nego zasilacza, z polaczonych do jej katody opor-
nikéw bocznikujacych z wilgczonymi diodami za-
bezpieczajacymi,  oraz z opornik6w ograniczaja-
cych, polagczonych z anoda tej diody. » .

Diody badane umieszcza sie¢ w komorach klima-
tycznych. Ilosé diod jednorazowo zaladowanych do
jednej komory moze byé tak dobrana, ze czas
potrzebny do przepi‘owadzenia pomiarow, rozia-
dowania i ponownego jej zaladowania, jest réwny
fredniemu czasowi przetrzymywania diod pod na-
pieciem w czasie niezbednym dla osiggniecia usta-
lonej wartoSci pradu wstecznego. Stosujac prze-
mienng obstuge komér klimatycznych, mozna czas
pomiaréw ograniczyé do niezbednego minimum.
Wynalazek zostanie blizej objasniony na przykila-
dzie jego wyKkonania przedstawionym na rysunku,
na ktorym fig. 2 przedstawia schemat ideowy
ukladu wedlug wynalazku, fig. 3 — zasade kon-
troli a fig. 4 przedstawia uproszczong wersje
ukiadu wedlug wynalazku.

Zasada kontroli zostanie wyjasniona przy po-
mocy fig. 3 na ktérej dioda badana Z wlaczona
jest w obwdd 4a na zaciski zasilacza stabilizowa-
nego 3a o napieciu Uz + Up, poprzez opdér ogra-
niczajacy Reo, ktdérego wielko§¢ wynika z dopu-
szczalnej mocy strat badanych diod. Napiecie Uz
w pomocniczym obwodzie kontrolnym 4b uzyski-
wane jest ze zrodla napiecia 6 stabilizowanego
dioda Zenera i zadaniem jego jest utrzymanie sta-
lej wartosci spadku napiecia na oporze Ro, nieza-
leznie od wielkoéci pradu wstecznego diody bada-
nej Z, pod warunkiem, ze wielko§é pradu wstecz-
nego nie przekracza pewnej dopuszczalnej
i z gory okreSlonej granicy, wynikajgcej z wiel-
koSci napiecia Uz i wielkoSci opornika Ro.

Napiecie pomocnicze Uz podawane jest na opor-
nik Ro przez galaz wyrownawcza, skladajaca sie
ze wskaznika 2a, opornika Rb i z diody zabgzpie—
czajgcej Dv.

Wskaznik 2a, znajdujacy sie w galtezi wyréw-
nawtzej, mierzy warto§é pradu wyréwnawczego,
plynagcego pod wplywem réznicy napiecia Uz
i spadku napiecia na opornosci Ro, powstalego w
wyniku plynacego przezen pradu wstecznego .dio-
dy badanej. Poniewaz ta roznica napieé przy sta-
tej wartosSci napiecia Uz, zalezy tylko cd wiel-
kosci prgdu wstecznego badanego elementu,
wskaznik 2a moze by¢ wyskalowany bezpos$rednio
w wartosciach tego pradu. Jezeli do ukladu
przedstawionego na fig. 3, zostanie wlgczona dio-
da zla, zwarta lub przekraczajaca dopuszczalng
wartos¢ pradu wstecznego, to spadek napiecia na
opornosci Ro, bedzie znacznie wiekszy, od napie-
cia zrédia pomocniczego Uz i dioda zabezpiecza-
jaca D, bedzie spolaryzowana w kierunku zapo-
rowym, nie dopuszczajgc do uszkodzenia wskaz-
nika 2a. ’

Fig.” 2 przedstawia schemat ideowy ukladu
.wedilug wynalazku. Uklad ten stanowi zwielokrot-
nienie ukladu z fig. 3 i skiada sie¢ z dwoéch lub
wiecej klimatycznych komér 1 z badanymi dio-
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dami z; —zn, z kontroliego wskaznika 2, stabili-
zowanego zdsilacza 8§ oraz z' zespolu obwodéw po-
miarowych 4 z centraln;ym przetacznikiem 5. Na-
piecie pomiarowe Ug pobierane jest z diody
Zenera DZ zasilanej z zasilacza 3 poprzez opornik
Rp. Uklad na fig. 4 prrzedstawia w wersji’ upro-
szczonej odmiane ukladu pomiarowego z fig. 2.

Odmiana polega na zastosowaniu do wszystkich
obwodow pomigrowych tylko jednej galezi wy-
réwnawczej. Oporniki ograniczajace Ry — Ron,
oporniki bocznikujgce Bb; — Rbn oraz diody za-
bezpieczajgce Dy —Dn na fig. 2 i fig. 4 spelniaja
role analogiezng jak opisane wyzej elementy Ro,
Rb i D w ukladzie fig. 8.

Uklad uproszezony moze znalezé zastosowanie
w pomiarach, pod warunkiéem dopuszczenia nie-
wielkich zmian napiecia na zaciskach badanych
diod z —zn umieszczonych w klimatycznych ko-
morach 1b, podczas przelaczania wskaznika po-
miarowego 2b. W ukladzie tym napiecie wyjscio-
we stabilizowanego zasilacza 3b, nalezy nastawié
tak, aby bylo ono sumg napigcia pomiarowego Up
i napiecia zrédta pomocniczego Uz.

Zastosowanie ukladu wedlug wynalazku moze
byé rozszerzone do badania zlgcz péiprzewodni-
kowych innych elementéw, na przyktad tranzysto-
row i diod sterowanych. N

Zaletami ukladu pomiarowego wedlug wynalaz-
ku jest zabezpieczenie przed uszkodzeniami
wskaznika pomiarowego, zabezpieczenie mierzo-
nych elementéw' przed uszkodzeniem wskutek
przekroczenia dopuszezalnych dla nich napieé
wstecznych, mozliwos§é utrzymania praktycznie
stalego napiecia pomiarowego niezaleznie od ak-
tualnie mierzonej warto$ci pradu wstecznego,
wskaznik wartoSci mierzonej moze by¢é w dowol-
nej chwili wylgczony z obwodu bez koniecznoSci
dokonania przerwy w obwodzie mierzonego ele-
mentu. Niezaleznie od tego uklad pomiarowy
mozna w prosty sposéb zwielokrotni¢ i przystoso-
waé do automatycznych pomiaréw duzych serii
diod.

Zastrzezenia patentowe

1. Uklad pomiarowy do kontroli pragdéw wstecz-
nych i stabilno$ci zigcz pdlprzewodnikowych
diod krzemowych znamienny  tym, ze wskaz-
nik kontrolny (2) polgczony z centralnym prze-
lgcznikiem (5) przelgczany jest w pomocniczych ]
obwodach kontrolnych skladajacych sie z diody
Zenera (Dz) zasilanej przez opornik (Rp) ze
stabilizowanego zasilacza (3) z polgczonych do
jej katody opornikéw bocznikujacych (Rbl —
Rbn) z wlgczonymi szeregowo diodami zabez-
pieczajagcymi (D1 — Dn) oraz z opornik6w
cgraniczajgcych (Rol— Ron) polaczonych z ano-

dg tej diody.

2. Uklad® wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze
ograniczajace oporniki (Rel — Reon) stanowia
rownoczesnie element obwodéw pomiarowych
glownych, zawierajgcych stabilizowany zasilacz
(3) polaczonych z zespolem diod badanych w
komorach klimatycznych (1).

3. Uklad wedlug zastrz. 1 i 2 znamienny tym, ze
wskaznik kontrolny (2b) polaczony z katodsg
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diody Zenera i poprzez diode zabezpieczajgca
(D; z centralnym przelagcznikiem (5b), przelg-

6
silanej ze stabilizowanego zasilacza (3b) po-
przez opornik (Rp), oraz z opornikéw ograni-

czany jest w uproszczonych obwodach kontrol- czajacych (Rol — Ron) polgczonych z jej
nych skladajagcych sie z diody Zenera (Dz) za- anoda.
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